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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES;
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE

Premiére partie: Généralités

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE en ce qui concerne les questions techniques, préparés par dés
tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesuye¢
sujets examings.

mités d’Etudes ol sont représentés
possible un decord international sur les

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme ¢

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les i 1 adoptent dans leurs régles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales-le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans-la § ble)étre indiquée en termes clairs dans
cette dernicre.

Elle constitue la premiére partie de la pub 'cati%mp &te e

La Publication 130-1 a¢ a~rempla¢ée par la présente publication lorsque celle-ci sera
compléte.

Un projet fut dis éningrad en septembre 1971. A la suite de cette réunion, un
projet révisé fut soumis ités nationaux suivant la Procédure Accélérée en juin 1972, apres

Japon
Norvege
A Pays-Bas
Belgique Portugal
Canada Roumanie
Danemark Royaume-Uni
Espagne Suede
Etats-Unis d’Amérique Suisse
Finlande Turquie
France Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques
Italie ~ Yougoslavie

Autre publication de la C EI citée dans la présente publication:

Publication n° 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 1: General

FOREWORD

n_which all the National
térnational consensus of opinion on the

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Comimittees
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an i
subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all Natiénal
recommendation for their national rules in so far as national conditions will perrmt An d1v ge
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated

parts.
The publication, when comple

he National Comimittees for approval under the Six Months’
48(Central Office)118 was submitted to the National Committees
under the Two Mo

The following

Norway

Portugal

Romania
Canada Spain
Denmark Sweden
Finland Switzerland
France Turkey
Germany Union of Soviet
Hungary Socialist Republics
Italy United Kingdom
Japan United States of America
Netherlands Yugoslavia

Other 1EC publication quoted in this publication

Publication No. 68, Basic Environmental Testing Procedures.



COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES;
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE

Premiére partie: Généralités

1. Introduction

et artificiels (y compris les contraintes électriques) auxquels les compe
évaluation de leurs caractéristiques puisse étre faite dans les condition

La liste et 'ordonnance des essais envisagés'a
jour selon les nécessités.

2. Domaine d’app

La présente norme sera-itilisée comme spécification de base. Elle contient des méthodes d’essai de base et des
procédures applicables aux composants électromécaniques, dans les familles ou sous-familles suivantes:
— Connexions sans soudure
— Connecteurs pour fréquences inférieures 4 3 MHz
— Supports pour tubes électroniques
- Socles pour d’autres dispositifs enfichables
— Interrupteurs a levier
— Interrupteurs, bouton-poussoir
— Commutateurs rotatifs
— Microrupteurs
— Interrupteurs & temporisation thermique
— Interrupteurs thermostatiques.

D’autres dispositifs électromécaniques, qui ne sont pas spécifiquement couverts par cette norme, comprennent des:
— condensateurs variables;
— connecteurs pour fréquences supérieures 3 3 MHz;



ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 1: General

1. Introduction

This standard contains fundamental information on test methods and proceduyé

It is intended to be used in those cases where a generic or detail specification
prepared, so as to achieve uniformity and reproducibility in the testing proGec

3 ain consistency of presentation, each test section
will be subdivided. The subdivisions i iten of a lower-case letter, e.g.:

2. Scope

This standard is inten 0 be used as a basic specification. It contains basic test methods and procedures
applicable to electromechanical components, with the following families or sub-families:

— Connections, solderless

— Connectors for frequencies below 3 MHz
— Sockets for electronic tubes

— Sockets for other plug-in devices

— Switches, lever

— Switches, push-button

— Switches, rotary

— Switches, sensitive

— Switches, thermal time-delay

— Switches, thermostatic.

Other electromechanical devices, that are not specifically covered by this standard, include:

— capacitors, variable;
— connectors for frequencies above 3 MHz;



inducteurs variables;

résistances variables;

solénoides;

interrupteurs & commande magnétique;
interrupteurs de proximiteé.

N



inductors, variable;

resistors, variable;

solenoids;

switches, magnetically operated;
switches, proximity.

N



